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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE,

DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE —
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechmque Internanonale) est une orgamsatlon mondiale d

2)
3) rhationales. lls sont publiés
éés comme tels par les Comités

4) ! 'unification i i e \it€s nationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de

e indication d’approbation et sa responsabilité
ne de ses normes.

droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
g propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Elle porte le (numérQ g&dition 1.2.

Une lighe' verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par les
amendements 1 et 2.

Les indications générales données dans le Guide 107 de la CEI ont été suivies.
Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de la présente norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2001.

A cefte date, Ta publicafion sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
« amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAI FQI JIPMENT FOR MEASUREMENT,

CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fo

participate in this preparatory Work International, governmental and né -gove
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions det
organizations.

between the two

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matt

3) The documents produced have the form of yécemmepdayi
of standards, technical specifications,
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatiop;

Standards transparently to the maximum| extent_possibl
divergence between the IEC Standard and\ the gspondiny
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m

6) Attention is drawntQ the ibility ™t s elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. @ vsipfe for identifying any or all such patent rights.

International Stands en prepared by subcommittee 65A: System aspects
of IEC technical commi adustpial-process measurement and control

This consolidated 61326-1 is based on the first edition (1997) [documents
65A/211/FDIS\and , its amendment 1 (1998) [documents 65A/248/FDIS and

It bears the editior.number 1.2.

A verti¢al" line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendments 1 and 2.

The general indications given in IEC Guide 107 have been followed.
Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged

until 2001. At this date, the publication will be

« reconfirmed,;
¢ withdrawn;
« replaced by a revised edition, or

¢ amended.
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INTRODUCTION

CesS INStruments et 1es malteriels CONCEernes par la presente Norme peuvent SOUVENT eire tres
dispersés d'un point de vue géographique et il peuvent étre amenés a fonctionner dans des
conditions d'environnement tres différentes.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autr€
matériel, installé a proximité, soit soumis a l'influence du matériel considéré. Les limites sont
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEIl et du Comité International Spécial des
Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents

Par ailleurs, le matériel est appelé a fonctionner sans dégradajiQ dans un
environnement électromagnétique type. Les valeurs limites d'imgnunmé dans la
présente norme ont été choisies a partir de cette hypothése. Le dus par
exemple a des coups de foudre proches ou directs, a I'oq LI ¥jit ou a un

rayonnement électromagnétique exceptionnellement élevé da } ches, ne sont

conception et de leur installation une planification la

prenant en compte
I'environnement électromagnétique, les prescrip 5 partj ue

a gravité des pannes.
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INTRODUCTION

Instruments and equipment within the SCOpPE oI this standard may oiten be geographically
widespread and may have to operate under a wide range of environmental conditions.

The limitation of undesired electromagnetic emissions ensures that no other equipment,
installed nearby, is unduly influenced by the equipment under consideration. The limits are
more or less specified by, and therefore taken from, IEC and International Special Committee
on Radio Interference (CISPR) publications.

However, the equipment has to function without undue degradation in a
environment. The limit values for immunity, specified in this standard H

pical electrgmagnetic

their design

and installation, taking into consideration the electro gnt, any special

requirements, and the severity of failures.

&
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MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE,
DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE —
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale énonce les prescriptions minimales rel 'immunité et
aux émissions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM

électriques fonctionnant a partir d'une source d'alimentation inférie n courant
alternatif ou 1 500 V en courant continu ou a partir du circuit mesy Q usage
professionnel, pour les processus industriels et pour I'enseigneme Matériels

et les dispositifs informatiques pour:

— la mesure et les essais;

— la commande;

— les laboratoires;

— les accessoires prévus pour étre utjlisés d 3 2 ionnés ci-dessus (par exemple
matériel de manipulation échantillafis) 3 iewindustriel ou non industriel.

Les dispositifs informatiques et les matéhi i ant dans le domaine d'application
des appareils de traitement de l'infor pondant aux normes de CEM des ATI
peuvent étre utilisés sans essai supplén

aspects cette norme de
Les matériels cit@ )

Matériels élecixiq e mesurer, d'indiqguer ou d'enregistrer une ou plusieurs
grandeurs cthNgue ‘ QN électriques, et également des matériels qui ne sont pas des
matéris ‘ e)§ que générateurs de signaux, étalons, alimentations et

b) Matériel [ dé commande

Matériels servant & commander une ou plusieurs valeurs de sortie spécifiques, chacune de
ces grandeurs étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation locale
ouavdistance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend les
matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC), tels que

= les régulateurs et contréleurs de processus;

— les automates programmables (AP);

— les blocs d'alimentation des matériels et des systemes (centralisés ou spécialisés);
— les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numeériques;

— Jes instruments de processus;
— les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.
c) Matériels électriques de laboratoire

Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contrdler ou d'analyser des substances, ou
servant a préparer diverses matiéres.
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS

1 Scope

This International Standard specifies minimum requirements for immunity and emissions
regarding electromagnetic compatibility (EMC) for electrical equipment, operating from a‘supply
of less than 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. or from the circuit being me# d, inténded for
professional, industrial process and educational use, including equjpn d.,,computing
devices for:

— measurement and test;
— control;
— laboratory use;

h

rdling equipment),

Computing devices and assemblies apd simila J0 ithing the scope of information
technology equipment (ITE) and co ¢ ENIC standards can be used
@s, (LS

without additional testing.
a) Electrical me{i}e
This is equip W i [ eans measures, indicates or records one or more

electrical or ngQRf igs, also non-measuring equipment such as signal
generators, 3 , power supplies and transducers.

b) Electrical

Where a relevant dedicated EMC standard
this product-family standargh

The following equipme

This i hich cepfrols one or more output quantities to specific values, with each
valu€ de anual settings, by local or remote programming, or by one or more
input industrial process measurement and control (IPMC)
equipment onsists of devices such as:

— process contrdllers and regulators;

— programmable controllers (PC);

£ ) power supply units of equipment and systems (centralized or dedicated);
= analogue/digital indicators and recorders;

— process instrumentation;

— transducers, positioners, intelligent actuators, etc.

c) Electrical laboratory equipment

This is equipment which measures, indicates, monitors or analyzes substances, or is used
to prepare materials.
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Cette norme s’applique aux
— matériels utilisés sur les sites industriels;

— matériels utilisés dans les laboratoires ou dans les zones d'essai et de mesure en
environnement électromagnétique controlé;

— matériels d’essai et de mesure portatifs et alimentés par batterie ou par le circuit mesuré.
Ces matériels peuvent également étre utilisés dans d'autres endroits que les laboratoires.
2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente noaq

dite~de la réféfence

internationales en vigueur.

2.1 Normes générales

CEl 60050(161):1990, Vocabulaire
Compatibilité électromagnétique

laboratoire

2.2 Normes reI:tivs a

de mesure ~-Sectiap’ 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves —
Publication fondamentale en CEM

CEI(61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
devmesure — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEIl 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 8: Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 11: Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et
variations de tension
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This standard is applicable to
— equipment for use in industrial locations;

— equipment for use in laboratories or test and measurement areas with a controlled
electromagnetic environment;

— test and measurement equipment which is portable and powered by battery or from the
circuit being measured.

This equipment may also be used in areas other than laboratories.
2 Normative references

The following normative documents contain provision which, through reférenge in this text,
constitute provisions of this standard. At the time of publication, the editions indicated were
valid. All normative documents are subject to revision, and parties to 3
standard are encouraged to investigate the possibility of applying
the normative documents indicated below. Members of IEC and
currently valid International Standards.

2.1 General standards

IEC 60050(151):1978, International Electrotechnical
and magnetic devices

IEC 60050(161):1990, Internationa
Electromagnetic compatibility

IEC 61010: Safety requirements for\ el
laboratory use

<
2.2 Immunity standa

IEC 61000—4-2: e ‘ bility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Sectiof 2s stati

IEC 61000-4-3:19
techniques — W1 3 R& d, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-5-199 lectromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques = Section 5: Surge immunity test

IEC'61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techhiques — Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 8: Power frequency magnetic field immunity test — Basic EMC Publication

IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measuring
techniques — Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
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2.3 Normes relatives aux émissions

CEIl 61000-3-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 2:
Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par
phase)

CEIl 61000-3-3:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 3:
Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les
équipements ayant un courant appelé <16 A

CISPR 11:1990, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations
électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréguence
radioélectrique

rad/oelectrlques et de l'immunité —
I'immunité

CISPR 22:1993, Limites et méthode
radioélectriques produites pa

3 Définitions

de’ la CEl 61326, les définitions données dans la
avec les définitions suivantes.

Pour les besoin
CEI 60050(161) s'ap

D'autres définjtions i v€nt ni dans la CEI 60050(161) ni dans la présente norme
mais qui so i aires a l'application des différents essais, sont données dans

3.1
essai de type
essai effectué sur un ou plusieurs échantillons de matériel (ou de parties de matériel) réalisés
selon ue'conception particuliere pour vérifier que la conception et la construction répondent a
une ou-plusieurs prescriptions de la présente norme. L'échantillonnage statistique n'est pas
nécessaire pour les matériels de mesure, de commande et de laboratoire.

NOTE La définition ci-dessus est une extension de la définition VEI 151-04-15 permettant de couvrir les
prescriptions relatives a la conception et a la construction.
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2.3 Emission standards

IEC 61000-3-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 2: Limits
for harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase)

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with
rated current <16 A

CISPR 11:1990, Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance
characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment

CISPR 14:1993, Limits and methods of measurement of radio disturbaqce characteristics of

tools and electric apparatus

CISPR 16-1:1993, Specification for radio disturbance and Im

information technology equipment

3 Definitions

For the purposes of thjs pa
with the following.

Other definition{a}o
necessary for the

3.1
type test

NOTE This definitie
requirements.

is Jan amplification of IEV 151-04-15 definition to cover both design and construction
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3.2

acces

interface particuliére du dispositif ou du systeme spécifique concerné par la présente norme
avec l'environnement électromagnétique extérieur (voir a la figure 1 un exemple de matériel en
essai (EST))

NOTE Les accés E/S sont des accés d'entrée, de sortie ou bidirectionnels, de mesure, de commande ou de
données.

Acces par lI'enveloppe

Acceés par l'alimentation c.a. Accés par la borne de terre

EST
Acces par 'alimentation c.c Acces FIS™S_

[/ 11N9/98

Figure 1 — Exemples d'acces

3.3

acces par lI'enveloppe
frontiéere physique d'un matériel a travers laquelle
rayonner ou sur laquelle ils peuvent venir buter

3.4
appareils de classe A
appareils prévus pour étre utilisés dan

3.5
appareils de classe B
appareils prévus pour
raccordés direct

batiments a usage d

3.7
sites industriels
sites caractérisés par la présence d'un réseau séparé de distribution électrique, alimenté dans
la plupart des cas par un transformateur haute ou moyenne tension, destiné a fournir I'énergie
a des’installations alimentant les usines de fabrication ou similaires, avec lI'une ou plusieurs
des-conditions suivantes:

~ commutation fréquente de fortes charges inductives ou capacitives;
— intensités et champs magnétiques associés importants;
— présence d’appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) (par ex: poste de soudure)

3.8

laboratoire ou zone d’essai et de mesure

un laboratoire ou une zone d’'essai et de mesure rentrant dans le domaine d’application de
cette norme est une zone qui est spécifiguement consacrée a l'analyse, I'essai et I'entretien.
Le matériel rentrant dans ce champ doit étre utilisé par du personnel qualifié
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3.2

port

any particular interface of the specific device or system with the external electromagnetic
environment within the scope of this standard (see figure 1 for an example of equipment under

test (EUT))

NOTE 1/O ports are input, output or bi-directional, measurement, control, or data ports.

Enclosure port

AC power port Earth port
EUT
DC power port 1/0 pgﬁ\

IEQLII®98

Figure 1 — Examples of ports

3.3
enclosure port

3.4

class A equipment
equipment suitable for use in establish
to a low voltage power supply networ
[CISPR 11]

3.5
class B equipment
equipment for usé
low voltage po
[CISPR 11]

3.6
long distang
lines within,a

industrial location
locations.characterized by a separate power network, in most cases supplied from a high- or
medium}voltage transformer, dedicated for the supply of installations feeding manufacturing
or, similar plants with one or more of the following conditions:

>\ frequent switching of heavy inductive or capacitive loads;
— high currents and associated magnetic fields;
— presence of industrial, scientific and medical (ISM) apparatus (e.g. welding machines)

3.8

laboratory or test and measurement area

a laboratory or test and measurement area within the scope of this standard is an area that is
specifically used for analysis, testing and servicing. Equipment within the scope has to be
operated by trained personnel
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3.9

environnement électromagnétique contrdlé

un environnement électromagnétique contrélé rentrant dans le domaine d’application de cette
norme se caractérise d'ordinaire par la reconnaissance et le contrble de dangers de
compatibilité électromagnétique par les utilisateurs du matériel ou par la conception de

I'installation
4 Généralités

Les matériels et les systemes concernés par la présente norme peuvent étre soumis a divens
types de perturbations électromagnétiques, conduites par les lignes d'alimentation, de mésure
ou de commande, ou rayonnées par l'environnement. Les types et _les niveaux/ des
perturbations dépendent des conditions spécifiques dans lesquelles Ig stémes;* sous-
systemes ou matériels sont installés et fonctionnent.

En ce qui conc S
générées par les té

applications (parjexerple/lorsqu'un fonctionnement fiable du matériel est indispensable pour des raisons de
sécurité) ou lersqu'il est prévu que le matériel fonctionne dans un environnement électromagnétique plus sévere.

NOTE 2. La présente norme ne spécifie pas de prescriptions fondamentales de sécurité, telles que la protection
contre.\les chocs électriques, un fonctionnement dangereux, une coordination de lI'isolement et des essais
diélectriques sur les matériels. Se reporter a la CE|l 61010 pour les prescriptions de sécurité.

NOTE 3 Les limites d'émission de cette norme ne peuvent cependant pas assurer une protection compléte contre
les interférences de la réception radio ou télévision lorsque les matériels de mesure, de commande ou de
laboratoire sont utilisés a moins de 30 m de l'antenne de réception pour les applications industrielles ou
professionnelles, et & moins de 10 m pour les applications domestiques et commerciales.

NOTE 4 Dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu'un matériel hautement sensible est utilisé a proximité
immédiate, des mesures de réduction complémentaires peuvent se révéler nécessaires afin de ramener I'émission

electromagnetique en dessous des limites spécifiees.

NOTE 5 Le fabricant peut choisir d'effectuer tous les essais sur un seul ou sur plusieurs EST. La séquence
d'essais est optionnelle.
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3.9

controlled electromagnetic environment

a controlled electromagnetic environment within the scope of this standard is usually
characterized by recognition and control of EMC threats by users of the equipment or design of

the installation
4 General

Equipment and systems within the scope of this standard can be subjected to various kindscof
electromagnetic disturbances, conducted by power, measurement or control lines, or radiated
from the environment. The types and levels of disturbances depend on the particular cogditions
in which the systems, subsystems or equipment are installed and operate.

50 Q termination to the output of a signal generator).

The manufacturer shall give information that emissions
this standard may occur when equipment is connected

source of electromagnetic disturbances, ove iche guency range. These disturbances may
be conducted through power and sigpal h diyectly radiated; and may affect the
performance of other equip ¢ electromagnetic environment.

For emissions, the obj f equirements is to ensure that the disturbances

generated by the equjp ms\when operated normally, do not exceed a level
which could pre , m™qQpepating as intended. Emission limits for industrial
locations are giv 3 iSS Mits’ for non-industrial locations are given in table 4.

To comply with this $ no.additional EMC tests are required beyond those stated here.
NOTE 1 Highe those specified may be necessary for particular applications (for example,
when reliable o ent is essential for safety) or when the equipment is intended for use in

unsafe operation, i } g-ordination and related dielectric tests for equipment. See IEC 61010 for safety
requirements.

NOTE 3 The emission limits of this standard may not, however, provide full protection against interference to radio
and television reception when the measurement, control or laboratory equipments is used closer than 30 m to the
receivinghantenna for industrial or professional applications, and closer than 10 m for domestic and commercial
applications.

NOTE 4 In special cases, for example when highly susceptible equipment is being used in close proximity,
additional mitigation measures may have to be employed to reduce the influencing electromagnetic emission further
below the specified limits.

NOTE 5 The manufacturer may elect to perform all tests either on a single EUT or more than one. The testing
sequence is optional.
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5 Plan d'essai de CEM

5.1 Généralités

minimum Ies elements mentlonnes dans Ies paragraphes 5 2ab. 5

Il peut étre décidé, aprés considération des caractéristiques électriques et utilisation d’un appareil
particulier, que certains essais ne sont pas adaptés et par conséquent inutiles. Dans ce cas, la
décision de ne pas réaliser un essai doit étre enregistrée dans le plan d’essai de CEM.

5.2 Configuration de I'EST lors des essais

5.2.1 Généralités

la configuration n'est pas figée. Le type, le nombre et l'inst

ensembles a l'intérieur du matériau peuvent donc varier
raisonnable, et méme recommandé, de ne pas essayer tou

5.2.2 Composition de I'EST

Tous les dispositifs, baies, modules,
I'EST doivent étre documenté

5.2.3 Assemblage de'ES

Si I'EST a pIus@E ¥ et externes possibles, les ESSAIS DE TYPE
doivent étre eff plusieurs configurations types, représentatives de
['utilisation normale, - s _modules doivent étre essayés au moins une fois. La
raison de ce choi i icitée dans le plan d'essai de CEM.

. s d’entrée/sortie du méme type, la connexion d’'un céble a un seul
acces est » a8/ condition qun soit possible de demontrer gue des cables

5.2.5 Matériel auxiliaire
Lorsqu’il est possible d'utiliser une variété de dispositifs avec I'EST, au moins un dispositif de

chadque type doit étre choisi pour simuler les conditions réelles de fonctionnement. Le dispositif
auxiliaire peut étre simulé.

5.2.6 Cablage et mise a la terre

LCD babICD UIC IIIiDC ;:l icl tCIIC dUiVCIIt etlc lclbbUldéb ;1 :lEST bUIIfUIIIIéIIICIIt [c10 PN bpébifibatiullb
du fabricant. Il ne doit y avoir aucun raccordement supplémentaire a la terre.
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5 EMC test plan

5.1 General

An EMC test plan shall be established prior to testing. It shall contain as a minimum the
elements given in 5.2 to 5.5.

It may be determined from consideration of the electrical characteristics and usage of a
particular apparatus that some tests are inappropriate and therefore unnecessary. In such
cases the decision not to test shall be recorded in the EMC test plan.

5.2  Configuration of EUT during testing
5.2.1 General

Measurement, control and laboratory equipment often consi
configuration. The kind, number and installation of differg
equipment may vary from system to system. Thus it is reasg
to test every possible arrangement.

To realistically simulate EMC conditions (related and immunity), the
equipment assembly shall represent a typical i i by the manufacturer.
Such tests shall be carried out as type congitions as specified by the
manufacturer.

5.2.2 Composition of EUT

All devices, racks, modules
documented.

5.2.3 Assembly o

If an EUT has a@ ’
with one or more typ
tested at least o

5.2.5 Auxiliary equipment

Whenja variety of devices is provided for use with the EUT, at least one of each type of device
shall be selected to simulate actual operating conditions. Auxiliary devices can be simulated.

5.2.6 Cabling and earthing (grounding)
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5.3 Conditions de fonctionnement de I'EST lors des essais
5.3.1 Modes de fonctionnement

Une sélection des modes de fonctionnement représentatifs doit étre effectuée, en considérant

qQUE Seules Tes fonctions Tes plus typiques du materiel elecironique peuvent eire essayees. Les
modes de fonctionnement estimés comme étant les plus défavorables dans des conditions
d'utilisation normales doivent étre sélectionnés.

5.3.2 Conditions d'environnement

Les essais doivent étre réalisés dans les plages d'environnement indiquées par le fabricant
(par exemple température ambiante, humidité, pression atmosphérique) dans les‘\plages
assignées pour la tension d'alimentation et la fréquence.

5.3.3 Logiciel de I'EST durant |'essai

essais, les méthodes d'egsai
indiqués dans les nor j
reproduire le contenu

informations compléme
dans la presen
I'application.

La configuration et Te$ modes de fonctionnement utilisés lors des essais doivent étre consignés
de facon précise dans le rapport d'essai.

Les ‘essais doivent étre réalisés sur les accés pertinents conformément aux tableaux 1, A.1,
B:l'ou C.1 en fonction de ce qui s'applique.

Les essais doivent étre menés conformément aux normes fondamentales. Les essais doivent
étre effectués un par un. Si des méthodes supplémentaires sont nécessaires, elles doivent étre
justifiées et documentées.
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5.3 Operation conditions of EUT during testing

5.3.1 Operation modes

A_selection of representative operation modes shall he made taking into account that not all
functions, but only the most typical functions of the electronic equipment can be tested. The
estimated worst case operating modes for normal application shall be selected.

5.3.2 Environmental conditions

The tests shall be carried out within the manufacturer’'s specified environmental operating
range (for example ambient temperature, humidity, atmospheric pressure), and within the nated
ranges of supply voltage and frequency.

5.3.3 EUT software during test

The software used for simulating the different modes of operatjon_skhall\be ented. This

values.

5.5 Test description

be reproduced in the test phan; itiondl information needed for the practical
i i iSSS . In some cases, the EMC test plan shall
specify the application

NOTE Not all kn 4 nolenaave\peen specified for testing purposes in this standard, but only
those which are consitefed s ical:

6 Immunity ré

report.

Tests shall be applied to the relevant ports in accordance with tables 1, A.1, B.1 or C.1, as
applicable.

The tests shall be conducted in accordance with the basic standards. The tests shall be carried
out one at a time. If additional methods are required, the method and rationale shall be
documented.
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6.2 Prescriptions pour les essais d'immunité

Les prescriptions d'essai relatives a I'immunité sont indiquées au tableau 1.

Les prescriptions particulieres pour les sites industriels sont données dans le tableau A.1

Les prescriptions particulieres pour les laboratoires ou les zones d’essai et de mesure en
environnement électromagnétique contrdlé sont données dans le tableau B.1.

Les prescriptions particulieres pour les appareils d’essai et de mesure portatifs alimentés par
batterie ou par le circuit mesuré sont données dans le tableau C.1.

En ce qui concerne les cables d’entrée/sortie, lorsque le fabricant indique(que I'oqt doit utiliser

Les essais sur les acces par les bornes de terre ne so 3 i wément car ils
sont couverts par les normes fondamentales concernées:

— les acces par les bornes de terre de protectiony’spécifiy
par l'alimentation c.a.;

— les connexions a la terre fonction

Tableau 1 — Prescriptio

Accés Phé om‘n Norme Valeur d'essai
fondamentale
Enveloppe Dé arg>s\§zlectros tigues ES CEIl 61000-4-2 |4 kV/4 kV contact/air
am électro CEI 61000-4-3 3 V/m
Alimentation c.a. reve interruptions | CEI 61000-4-11 |1 période/100 %
es CEI 61000-4-4 1kV
< CEI 61000-4-5 | 0,5 kV1/1 kV2)
uites CEI 61000-4-6 3V
AN
AIimentation c.c. ansi IMS en salves CEIl 61000-4-4 1kV
Onde de¢hoc CEI 61000-4-5 0,5 kv1 /1 kv2)
\}%art ations RF conduites CEIl 61000-4-6 |3V
EntréefSorti Tragsitoires rapides en salves CEI 61000-4-4 |0,5 kv4
Signal/ nge de choc CEI 61000-4-5 |1 kV2 3
Commande Pé&rturbations RF conduites CEI 61000-4-6 3 V4
Entrée/Sortie Transitoires rapides en salves CEIl 61000-4-4 |1 kV
Signal/Commande Onde de choc CEI 61000-4-5 |0,5 kv1)/1 kv2)
conmrectés directement | Perturbations RF conduites CEIl 61000-4-6 |3V
afalimentation secteur

1) Ligne - ligne

2) Ligne — terre

3) Seulement dans le cas des lignes a grande distance (voir 3.6)
4) Seulement dans le cas de lignes >3 m

LCe materiel ne doit pas devenir dangereux ou perdre ses fonctions de Securite a la suite de
I'application des essais.
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6.2

—_23_—

Immunity test requirements

The immunity testing requirements are given in table 1.

Particutar requirerrents for mdustriat-focations are giverr T tatte AL

Particular requirements for laboratories or test and measurement areas with a controlled

electromagnetic environment are given in table B.1.

Particular requirements for portable test and measurement equipment that is powered - by

battery or from the circuit being measured are given in table C.1.

basic standards:

dedicated protection earth ports are tested as a.c.

functional earth connections are tested as 1/0O-pofts.

Table 1—M|nlmm2m6§tes re@reme ts

Port Pheno NBJas/ic Test value
standard
Enclosure Electrostatic dISC arge )EC 61000-4-2 |4 kV/4 kV contact/air
EI ctroma IEC 61000-4-3 3 V/m

AC power Volt ip/shart int tlons IEC 61000-4-11 |1 cycle/100 %
IEC 61000-4-4 1kV
Sufge IEC 61000-4-5 | 0,5 kVv1)/1 kv2)
(x ?\Condu ed RF IEC 61000-4-6 3V
DC power4) S \) IEC 61000-4-4 |1 kV
Singe IEC 61000-4-5 0,5 kv1 /1 kv2)
Contlucted RF IEC 61000-4-6 ([3V
1/0 signal/contro Bur IEC 61000-4-4 0,5 kv4)
urge IEC 61000-4-5 |1 kVv2 3
<\ \ Canducted RF IEC 61000-4-6 3 V4
1/0 signal/C \ %st IEC 61000-4-4 |1 kV
connected dire Surge IEC 61000-4-5 | 0,5 kv1)/1 kv2)
to mains supply Conducted RF IEC 61000-4-6 (3V

1) ~Line to line
2)
3)
4)

Line to earth (ground)
Only in the case of long distance lines (see 3.6)
Only in the case of lines >3 m

Equipment shall not become dangerous or unsafe as a result of the application of the tests.
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6.3 Aspects systéme et application

Si des niveaux supérieurs ou des essais relatifs a d'autres phénomeénes du systéme sont
nécessaires pour des applications particulieres, l'immunité doit étre augmentée ou des
mesures de réduction doivent étre appliquées dans l'installation.

6.4  Aspects aléatoires

Le critére d'aptitude a la fonction doit étre observable durant I'essai et ne doit pas étre un
phénomeéne aléatoire. La durée de l'essai et le nombre d'essais doivent étre suffisants pour
permettre de tester chaque fonction de 'EST comme indiqué dans le plan d’essai de CEM. Une
attention particuliére doit étre portée pour s'assurer que cela est couvert avec les ESIF a
commande automatique (processeur).

NOTE Par exemple, dans le cas d'un essai de décharges électrostatiques sur un dispgsltif numéngue; 'EST sera
exposé a au moins 10 décharges dans chaque polarité, point d'application et niveau &kessai, ‘u; r ex ure tout effet
aléatoire. En cas d'essai de transitoires rapides en salves, il peut étre conseillé de gorte i
de 1 min.

6.5 Criteres d'aptitude a la fonction

Les principes généraux (critéeres de performance) pour
d'immunité sont les suivants.

Si un matériel électronique posséde U
fonctionne avec une fiabilité élevée,

Exemple 1

Un transfert
moyens. Dans [é g

transfert de do £6

e fonction analogique s'écarte tout en restant dans une marge
'‘écart disparait.

Dans le, cas d'OUn“appareil de surveillance, utilisé uniguement pour un contrdle homme-
machine,” une certaine dégradation est acceptable durant un court laps de temps, par
exemple des éclairs lors de I'application des transitoires rapides en salves.

Critére d'aptitude C: Durant l'essai, dégradation temporaire, ou perte de fonction ou de
comportement nécessitant l'intervention d'un I'opérateur ou une remise a zéro du systéme.
Exemple 1

Dans le cas d'une interruption du secteur plus longue que la période tampon spécifiée,
Llunité d'alimentation du matériel est r‘mlpén La remise sous tension pnllt Btre nllfnmnfinllln

ou étre effectuée par l'opérateur.
Exemple 2

Aprés une interruption de programme due a une perturbation, les fonctions processeur du
matériel doivent s'arréter dans une position slre, et non étre laissées dans un «état
d'abandon». Des suggestions d'aide a la décision de I'opérateur peuvent étre nécessaires.
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6.3 System and application aspects

If higher levels or tests of other phenomena under system aspects are necessary for specific
applications, the immunity shall be increased or mitigation measures in the installation shall be

apnplied
=T

6.4 Random aspects

The performance criterion shall be observable during the test, and shall not be a random
phenomenon. The duration of the test and number of tests shall be sufficient to test each
function of the EUT as specified in the EMC test plan. Special care must be given to ensure
that this is covered with automatic (processor) controlled EUTSs.

NOTE For instance, in the case of electrostatic discharge testing of a digital device, the Quld\be exposed

to at least 10 discharges at each polarity, test point and test level to exclude randd
testing, it may be advisable to extend the testing time to more than 1 min.

6.5 Performance criteria

The general principles (performance criteria) for the evaluati
the following:

Performance criterion A: During testing normal p

Example 1

reliability, the processor shall
manufacturer's specification.

Example 1

A data trans@
malfunctioning)
automatically. Thé

Example 2

During te
deviatign

In the cases@ba
degradation tak

onitor used only for man-machine monitoring, it is acceptable that some
s place for a short time, such as flashes during the burst application.

Performance criterion C: During testing, temporary degradation, or loss of function or
performance which requires operator intervention or system reset occurs
Example 1

In the case of an interruption in the mains longer than the specified buffer time, the power
supply unit of the equipment is switched off. The switch-on may be automatic or carried out
by the operator.

Example 2

After a program interruption caused by a disturbance, the processor functions of the
equipment shall stop at a safe position and not be left in a "crashed state". Operator's
decision prompts may be necessary.
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Exemple 3

L'essai aboutit a I'ouverture d'un dispositif de protection contre les surintensités, lequel doit
étre remplacé ou réarmé par l'opérateur.

Critere ri'nlnfitllrin D: négr:\d:\tinn ou Innrtn de fonction non rémllnérnhln du fait d'une avarie du

matériel, des composants, du logiciel, ou du fait de la perte de données.

En ce qui concerne les critéres d'aptitude a la fonction B et C, I'EST a passé avec succes les
essais s'il a présenté son immunité spécifiée pendant toute la période d'application du signal
d'essai et si, a la fin des essais, I'EST remplit les exigences fonctionnelles indiquées danscia
spécification technique du produit. Le critére d'aptitude a la fonction D n’est pas normalement
acceptable.

Comme il n'est pas possible de fixer un seul critére d'aptitude a lg p@ur chaque
phénomeéne, les indications suivantes sont données:

— vérifier la fonction normalement remplie par le matériel;

— la fonction du dispositif en relation avec le phénoméne \ ptitude a la
fonction.

Des exemples de combinaisons possibles donnés au

Les critéres d'aptitude a la fonction des différefit

donnés a Il'utilisateur sur demande.
Tableau 2 — Exemple d'évaluation™de

nchonnewe Fonctionnement Fonctionnement
petaanent sans permanent avec discontinu
ontrdle ain contréle humain
YN
DES
CEl 61000-4-2 /\ \/BX\\ > i j )
Champ EM A A A B

CEI 61000-4-3 /\

Salves \/ B B B
CEl 61000-4-4(\

Onde dech A A B B c
CEI 61008:4-5 \

Perturbations o ites
CEI 61000-4-6 A A A ¢
Interruptiens de tension A B c c

CEI61000-4-11

NOTE Pour les essais de type, il est fortement recommandé de choisir le critére d'aptitude a la fonction A
pour tous les phénomeénes et tous les essais. Cependant, les critéres d'aptitude a la fonction B et/ou C
peuvent étre acceptés a condition que la spécification et le rapport d'essai soulignent le ou les écarts pour la
ou les combinaisons de fonction et d'essai.

7 Prescriptions relatives a ['émission

Dans certains pays, certains dispositifs de commande sont |légalement dispensés de répondre
a des exigences d'émission. Dans ce cas, lorsque la réglementation nationale le prévoit, les
prescriptions d'émission indiquées dans la présente norme ne s'appliquent pas.
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Example 3

The test results in an opening of an over-current protection device which is replaced or reset
by the operator.

Performance criterion D:  Dearadation or laoss of function which is not recoverable due to
~

damage to equipment, components, software, or to loss of data

For performance criteria B and C, the EUT has passed the tests if it has shown its specified
immunity throughout the period of application of the test signal and, at the end of the tests, the
EUT fulfils the functional requirements established in the technical product specification. The
performance criteria D is normally not acceptable.

Because it is not possible to state only one performance criteria for ea omenon, the

following guidance is given:

— check the function normally fulfilled by certain equipment;

— the function of the device in relation to the phenomeno performance

criteria.

Examples of possible combinations are given in table 2.

Table 2 — Example©Of exalu@ation

Essential operation Continwolus Continuous Non-continuous
(functional safety) nmor;toxed monitored operation
(%«Rera' n operation

ESD V\ \)B B c

IEC 61000-4-2
N o~

EM

IEC 61000-4-3 (\ \/\é Q A A 8

Burst
IEC 61000-4-4 /\ A\/\ B B B

Surge
IEC 61000-4- 5 ® ©
Cond dR N

onduc
IEC 61000~4-6 \ A A A ©
Voltage interrupts A B C C

IEC 61000-4-14

NOTE. \For type testing, it is highly recommended to choose performance criteria A for all phenomena and all
tests..However, performance criteria B and/or C may be accepted provided that both the specification and the
testreport highlight such deviation(s) for the relevant combination(s) of function and test.

7 Emission requirements

In some countries, certain control devices are legally exempted from mandatory emission

requirements. Where exempted by national regulation, the emission requirements stated in this
standard do not apply.
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7.1 Conditions durant les mesures

Les mesures doivent étre faites avec le mode de fonctionnement, suivant le plan d’essai CEM
(voir article 5).

NUTE TesHmites o EmisSiom cConguite CONCETNEES par cetie ormie SOrt donnees daCles pal atCes.

La description des essais, les méthodes d'essai et les montages d'essai sont indiqués dans les
normes de référence mentionnées aux tableaux 3 et 4. Le contenu de ces normes de référence
n'‘est pas reproduit ici; toutefois des modifications ou des informations complémentaires
nécessaires a la mise en oeuvre pratique des essais sont fournies dans la présente norme.

7.2 Limites d'émission

Le tableau 3 indique les valeurs limites pour les matériels de la classe

Le choix des valeurs des tableaux 3 ou 4 doit étre fait aprés ironnement

Si le matériel est en conformité avec les valeurs limj ; ais pas avec celles du
tableau 4, la spécification du produit doit le stipuler

En ce qui concerne les matériels utili éférer au CISPR 11.

atériels de la classe A
[EN
Acces GaW\\B \> imites Norme de
référence
N z

Enveloppe 0a MV/m) quasi-créte, mesuré
a0 m de distance CISPR 16-11) et
/2& OOW 47 dB (uV/m) quasi-créte, mesuré CISPR 16-2
a 10 m de distance
AN

Alimentation 5\0\ a 0) \/ 79 dB (uV) quasi-créte

Tableau 3 — Limites d'é

66 dB (uV) valeur moyenne

\),5 a5 73 dB (pV) quasi-créte CISPR 16-1 et
X 60 dB (uV) valeur moyenne CISPR 16-2
a 30 73 dB (pV) quasi-créte
60 dB (uV) valeur moyenne

. Pour d'autres sites d'essai, voir CISPR 22, annexe A.
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7.1 Conditions during measurements

The measurements shall be made in the operating mode in accordance with the EMC test plan
(see clause 5).

NOTE The conducted emission limits covered by this standard are given on a port-by-port basis.

The description of the tests, the test methods, and the test setups are given in the reference
standards as stated in tables 3 and 4. The contents of the reference standards are not
reproduced here; however, modifications or additional information needed for the practical
implementation of application of the tests are given in this standard.

7.2 Emission limits

Table 3 gives the limit values for class A equipment.
Table 4 gives the limit values for class B equipment.

Choice of table 3 or table 4 values shall be made after
environment and emission regulations in the areas of use.

If the equipment fulfils the limit values of table 3 b
product specification.

For equipment using ISM frequencies,

Table 3 — Emisdion IcRs 0
Port Frequensy range imits Reference
Hz standard

N ~

Enclosure < 30 to 23 (uV/m) quasi peak, measured

lass A equipment

/4

a 0 distance CISPR 16-11) and

0 B (uv/m) quasi peak, measured CISPR 16-2
t 10 m distance
AC mains 0,15 to\gy5 79 dB (MV) quasi peak
66 dB (uV) average

¢
\\Q§> 73 dB (uV) quasi-peak CISPR 16-1 and

60 dB (pV) average CISPR 16-2

o))

5ty 30 73 dB (V) quasi peak
60 dB (pV) average

1) Feralternative test site areas, see annex A of CISPR 22.
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Tableau 4 — Limites d'émission pour les matériels de la classe B

Acces Gamme de fréquences Limites Norme de
référence
MHz
Enveloppe 30 a 230 30 dB (pV/m) quasi-créte, mesuré
a 10 m de distance CISPR 16-11 et
230 a 1000 37 dB (uV/m) quasi-créte, mesuré CISPR 16-2
a 10 m de distance
Alimentation c.a.2) |0 a 0,002 Comme indiqué dans la norme de CEI 61000-3-2
référence CEIl 61000-3-3
0,15a0,5 66 dB (V) a 56 dB (uV) quasi-créte
56 dB (V) a 46 dB (uV) valeur moyeqpe | CIS 16-1 et
La limite décroit linéairement aveC le SPR\16-2

logarithme de la fréquence
0,5a5 56 dB (uV) quasi-créte
46 dB (uV) valeur moyefne
A
5a30 60 dB (pV) quasi-ctéte
50 dB (pV) VM nne

1) Pour d'autres sites d'essai, voir CISPR 22, annexe A.

2) Pour les perturbations discontinues, voir CISPR 14(\ /\
N\

Résultats d'essai et rapport dless

leur configuration.
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Table 4 — Emission limits for class B equipment

Port Frequency range Limits Reference
MHz standard
Enclosure 30 to 230 30 dB (uV/m) quasi peak, measured
at 10 m distance CISPR 16-11) and
230 to 1000 37 dB (uV/m) quasi peak, measured CISPR 16-2
at 10 m distance
AC mains?) 0 to 0,002 As specified in the reference standard IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

0,15to 0,5 66 dB (V) to 56 dB (uV) quasi peak
56 dB (pV) to 46 dB (V) average <

Limits decrease linearly with log. o
frequency

0,5to5 56 dB (p1V) quasi peak
46 dB (pnV) average

5to 30 60 dB (pV) quasi peak
50 dB (pV) aver

1) For alternative test site areas, see annex A of CISPR 22.
2) For discontinuous disturbances, see CIS/§14 /(\ /\

8 Test results and test report Q

The test results shall he de comprelensive test report with sufficient detail to

The test report so

— EUT descriptions

Aimum information:
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Annex A
(normative)

Prescriptions concernant les essais d’'immunité pour le matériel

prévu pour utilisation sur sites industriels

Cette annexe s’applique aux instruments et équipements destinés a des sites industriels (elle
englobe tous les matériels qui peuvent étre utilisés a proximité de fortes source$) de

perturbations).

NOTE

Tableau A.1 — Prescriptions concernant les essais d'immunié
prévu pour utilisation sur sites indu

L’équipement qui n’est pas spécifiguement concu pour des sites industriels p
compatibilité électromagnétique de I'environnement de I'installation et/ou de I'utilisatioR.

Acces

Phénomene

\ Valeur d’essai

Enceinte

Décharge électrostatique (ESD)
Champ électromagnétique
Champ magnétique assigné

a la fréquence réseau

Norn{f%@@\em\
T00Q- 22 4 X

\A/kVIS kV contact/air

10 V/im
30 A/m ®

Courant alternatif

Creux de tension /
bréves interruptions

0,5 cycle, a chaque
polarité/ 100 %

Salves 4 2 kv
Onde de choc 45 1kvV/2kv?
Perturbations conduite 4-6 3v®
Courant continu " Salves Q -4-4
Onde d€ cho C | 61000-4-5 1 kV Y2 kv ?
Per rba ns duites El 61000-4-6 3ve
Signal / Contréle Salyes CEI 61000-4-4 kv ¥
entrée/sortie de cho CEIl 61000-4-5 1kv 23
(}y bationg condyites CEIl 61000-4-6 3v99
Signal / Contréle CEI 61000-4-4 2 kv
entrée/sortie connecté CEIl 61000-4-5 1kvV2kv?
directement au réseau CEI 61000-4-6 3v9

de distribution d’én;qie

% seulement pour les matériels sensibles au magnétisme. L’interférence des écrans cathodiques est admissible au-

dessuswder1 A/m.

® Le miveau dessai

pour

I'essai

aux perturbations conduites est

inférieur

a celui

de I'essai au champ

éleetromagnétique rayonné car l'essai aux perturbations conduites simule la condition de résonance a chaque

fréquence est s’aver

e étre par la un essai plus sévére.

“ Les branchements en c.c. entre les parties du matériel / du systéme qui ne sont pas reliées a un réseau de
distribution en c.c. sont considérés comme des acces de signal / de contrdle d’entrée/sortie.
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Annex A
(normative)

Immunity test requirements for equipment intended for use

in industrial locations

This annex applies to instruments and equipment that are intended for installation in industrial
locations (it covers all equipment that may be used in close proximity to high-level sources, of

disturbances).

NOTE

Equipment not specifically designed for use in industrial locations may be u

environment throughout installation and/or usage.

Table A.1 — Immunity test requirements for equipment intended for

in industrial locations <\

Iling the EMC

power supply networ/\

N
Port Phenomenon Bas\r&é\anw \ Test value
Enclosure Electrostatic discharge (ESD) %/(VIS kV contact/air
EM field 10 V/m
Rated power frequency magnetic field 30 A/m ®
AC power Voltage dip / short integruptions N 0,5 cycle, each
polarity/100 %
Burst 2 kv
Surge 1 kv, 1)/2 kv 2
Conducted RF 3ve®
DC power " Burst 2 kV
Sur 1kv 2 kv ?
Con 7/\ 3ve
1/0 signal/ control B kv ¥
urg 1kv?d
nducte 3v49
1/0 signal/ control \/ uist 2 kv
connected directly to Su 1kv Vi2kv?
k A\ [ConductetkRF 3v®

Y Line to line.

® The test level for

e conducted RF test is lower than the level for the radiated RF test because the

conducted RF test simulates the resonance condition at each frequency and is thus a more severe test.

" DE_connections between parts of equipment/system which are not connected to a d.c. distribution network
are treated as 1/0 signal/control ports.
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Annex B
(normative)

Prescriptions concernant les essais d’'immunité pour le matériel

en environnements électromagnétiques controlés

Le matériel couvert dans cette annexe est destiné a un usage en laboratoires ou dans des
zones d’essai et de mesure en environnement électromagnétique contrélé.

Le fabncant doit declarer gue ce materlel satlsfalsant aux condmons du tal .1gest concu
['utilisation

résultats. Il en résulte que les valeurs données dans le tableau B.1 sont i igt g eifes données au
tableau 1.

NOTE 2 En cas d'utilisation de transmetteurs RF a proximité, i i ntAe fonctionnement du
matériel couvert par cette norme.

Tableau B.1 — Prescriptions concernant i
en environneme électrema net'qu

Acceés Phenomen \Qorrwmentale Valeur d’essai
Enceinte Décharge électrostatique (ESD) El 64000-4-2 4 kV/8 kV contact/ air
Champ électromagnétique (\ CE| 61000-4-3 1V/im
Courant alternatif \(}I 61000-4-11 0,5 cycle, a chaque
polarité/ 100 %
CEIl 61000-4-4 1kV
CEl 61000-4-5 0,5kv P /1kv?
CEI 61000-4-6 1V
Courant continu ¥ ¥ \/ CEI 61000-4-4 1kV
CEI 61000-4-5 Non requis
/\ ertu ations condu e CEIl 61000-4-6 1V
Signal / Contrdle entre@\ al CEI 61000-4-4 0,5 kv
sortie de CEIl 61000-4-5 Non reqws
\ger nstonduites CEI 61000-4-6 1v?d
Mesure entrée/sontie® \ Salve CEl 61000-4-4 X ®
de choc CEI 61000-4-5 Non requis
Rertufbations conduites CEl 61000-4-6 X ®

D Circuit a circdit, \/
2 Circuit a tewre.

% seulelent dans le cas de circuits supérieurs a 3 m.

) Les Branchements en c.c. entre les parties du matériel / du systeme qui ne sont pas reliées a un réseau de
distribution en c.c. sont considérés comme des acces de signal / de contrdle d’entrée/sortie.

? Les valeurs nominales de perturbation seront déclarées par le fabricant dans la spécification du produit.
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Annex B

(normative)

Immunity test requirements for equipment used

Equipment covered within this annex is intended for use in

in controlled EM environments

measurement areas with a controlled electromagnetic environment.

The manufacturer shall state that equipment fulfilling the requirements in_{able B
to operate in a controlled electromagnetic environment, i.e. where ;
mobile telephones may not be used in close proximity.

NOTE 1

In general, analysis, test and service laboratories have controlled M

laboratories or test and

issdesigned

NOTE 2 If RF transmitters are used in close proximity, they may d n the scope of this
standard.
Table B.1 — Immunity test requirement
in controlled m elz’ki
Port PhenomerM égsic ste})wdard Test value
Enclosure Electrostatic discharge (E IEC 61000-4-2 4 kV/8 kV contact/air
EM field IE 1000-4-3 1V/m
N
AC power Voltage dip{short interruption M1000-4-11 0,5 cycle, each
polarity/100 %
Burst IEC 61000-4-4 1 kv
Surg IEC 61000-4-5 0,5 kv Y71 kv 2
Cond ct IEC 61000-4-6 Y
DC power ¥ ¥ \/ IEC 61000-4-4 1kV
r IEC 61000-4-5 Not required
C({%&Q IEC 61000-4-6 1V
1/0 signal/ control Buxs \) IEC 61000-4-4 0,5 kv?¥
ur IEC 61000-4-5 Not reqwred
/\ ndictedthRF IEC 61000-4-6 1v?
Measurement/O ¥ | Burst IEC 61000-4-4 X ®
ge IEC 61000-4-5 Not required
\C nducted’RF IEC 61000-4-6 x 9

Y Line to line.

2 Line to ground:

% Only in‘case of lines > 3 m.

4 D@ connections between parts of equipment/system which are not connected to a d.c. distribution network are

treated as 1/0 signal/control ports.

®)The rated disturbance values shall be stated in the product specification by the manufacturer.



https://iecnorm.com/api/?name=9c54fd46dd39e2076db7422eeac77c91

- 36 - 61326-1 © CEI:1997+A1:1998+A2:2000

Annex C
(normative)

Prescriptions concernant les essais d’'immunité

pour le matériel d’essai et de mesure portatif

Le matériel couvert par cette annexe est le matériel portatif d’essai et de mesure qui €st
alimenté par batterie ou par le circuit mesuré. Le matériel que I'on peut faire fonctionner
pendant la charge n’est pas compris dans cette annexe.

matériel couvert par cette norme.

Tableau C.1 — Prescriptions concern
pour le matériel d’essai et

/N N
Accés Phénomép.é\ /\\ >Norqée l@r}yame}(ale Valeur d’essai

Enceinte Décharge électrostatique (ES El' 61900-4-2 4 kV/8 kV contact/air
Champ électromagnétique CE610 = 3 V/m

Il n’y a pas d’'autres conditjogs reguise po% CMS de réseau utilisés par les produits

couverts par cette norme.

S
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Annex C
(normative)

Immunity test requirements for portable test

and measurement equipment

Equipment covered within this annex is portable test and measurement equipment thatcis
powered by battery or from the circuit being measured. Equipment that can be operated while
charging is excluded from this annex.

NOTE 1 Test and measurement instruments within the scope of this standard can beJlused in a wide range of
locations but by personnel capable of interpreting the results obtained. If these instumen{S are_cognected to a
mains supply, it is normally only by their test or measurement leads and only for a t\duratign Ofthe test. Hence,
the test values shown in table C.1 are relaxed from those in table 1.

NOTE 2 If RF transmitters are used in close proximity, they may disturb” equi ithin the_scope of this
standard.

Table C.1 — Immunity test requirements for porta%&e\nd asy t equipment

Port Phenomenon as c sta Test value

Enclosure Electrostatic discharge (E 0 4 kV/8 kV contact/air
EM field c 3 V/m

There are no further requirements fo the mainsi¢ehargers used by the products within the
scope of this standard.
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Annex D
(normative)

Configurations d’essai, conditions de fonctionnement et

criteres d’aptitude a la fonction pour les matériels d’essai et
de mesure sensibles destinés a des applications non protégées

D.1 Généralités

Outre les prescriptions de la présente norme, cette annexe spécifie des cp rations.d’essai
plus détaillées, des conditions de fonctionnement et des critéres d’aptitude a laNgnction pour

aux matériels) qui ne sont pas protégés en ce qui concerne ld CE raisons

Le constructeur spécifie I'environnement dans lequgl le i tiné & étre utilisé, et
utilise les spécifications de niveau d’essai corres g

D.2 Configurations d’essai

Les acces de «,@
fonctions essentielle

NOTE 1 Il n'est pasféoessairedeedbanecter Jes sondes et/ou les cordons d’essai a utiliser avec les acces d’essai

Les matériels auxiliaires nécessaires au fonctionnement normal de I'EST doivent faire partie du
matériel a tester.
D.3 Conditions de fonctionnement

Lorsque les deux options d’'alimentation, par batteries et courant alternatif, sont possibles, les
deux modes de fonctionnement doivent étre conformes.

D.3.1 Oscilloscopes

Les accés de l'oscilloscope doivent étre configurés pour obtenir la vitesse de balayage
maximale, la sensibilité maximale et un mode d’acquisition continu lors des essais d'immunité,
a moins que d’autres modes ne soient réputés créer des émissions plus importantes ou des
résultats d'immunité plus mauvais en utilisation normale.
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